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O microscoépio eletronico de varredura (MEV) € um equipamento essencial para a caracterizacao de materiais, trabalhando com aumentos que vao desde a escala milimétrica até a nanométrica e em alta resolucao. A
base do funcionamento esta na interacao de elétrons acelerados - colimados e focalizados - com o material a ser analisado. Atualmente pode agregar alta tecnologia e ser utilizado em diversas frentes de pesquisa.
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Trajetoria dos elétrons em zircao: E = 10, 15, 20 e 25 kV utilizando a
simulacdao Monte Carlo. A penetracao de elétrons é reduzida
consideravelmente com a diminuicao da energia do feixe.
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21/082017 S — St concentracdo de U: Nos grdos mais claros, o nivel de cinza associado a
Efeitos da variacao dos parametros nas imagens uma determinada concentragdao de U observada num grao padrao de
zircao nao mais se aplica.
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